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Тема дисертації:
1. Розмірні ефекти в електронних властивостях тонких плівок металів, нанесених на діелектричні та
слабопровідні підкладки.

2. Size effect in electron properties of thin metal films deposited on dielectric and low conducting substrates.

Реферат:
1. На захист виносяться результати досліджень, опублікованих в 15 наукових працях, присвячених
дослідженню структури та електрофізичних властивостей ультратонких плівок Cu, Au та Ag. Експеримент
проведено в умовах надвисокого вакууму при тиску залишкових газів, нижчому за 10-7 Па. Вивчено вплив
поверхневого та зерномежового розсіювання носіїв струму на перенесення заряду в плівках Cu, Au та Ag.
Досліджено вплив сурфактантних підшарів Sb, Ge та Si на структуру та кінетичні коефіцієнти у тонких
плівках Cu, Au та Ag. Залежності від товщини шару питомого опору ?, температурного коефіцієнта опору ? в
широкому діапазоні товщин (d = 2-70 нм) плівок пояснено на основі існуючих теоретичних моделей
квазікласичних та квантових кінетичних явищ в зразках обмежених розмірів. Здійснено розрахунок зонної
структури ультратонких плівок Cu, Au та Ag. Виявлено, що для плівок досліджуваних металів товщиною



більшою 5-6 атомних шарів зонна енергетична структура близька до зонної енергетичної структури
масивного зразка металу. Розмірні залежності кінетичних коефіцієнтів тонких плівок досліджуваних металів
пояснено з допомогою квантових теорій балістичного перененесення заряду в ультратонких плівках металів.
Параметри перенесення заряду в плівках металів розраховано в рамках моделей класичного на внутрішнього
розмірних ефектів.

2. The results of researches published in 15 scientific works are presented to defense a thesis. The thesis is devoted
to investigate structure and electrical properties of thin metallic films. The aim of present study is to investigate
the influence of charge carriers surface and grain-boundary scattering on electron transport in films deposited on
substrates predeposited with surfactant under layer.The investigations were performed in all-glass soldered ultra-
high vacuum chambers. The residual gas pressure in the chamber was less than 10-7 Pa. The metal films were
deposited onto clean glass or on glass predeposited with surfactant under layer held on 78K or 300K at a rate of 0.1
to 0.2 nm/min by thermal evaporation. Thin films thickness was monitored by applying a quartz-crystal oscillator.
The sample thickness increased by additional deposition on the same film.
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